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Abstract (Aim, Use
Applications and

Contents)

高速AFMは、従来型のAFMと同様に、振動させたカンチレバーの先端にある探針が
試料表面を走査することにより像を取得する。カンチレバーと試料間に形成される
空間にはバルク状態の水分子が存在しており、カンチレバーを振動させると水分子
の粘性抵抗によってプローブや試料に対して好ましくない振動が発生する。これら
の現象（スクイーズフィルム効果）は観察試料を低速で走査する従来型AFMであれ
ば無視できる現象であったものの、観察試料を高速で走査する場合には、影響が顕
在化すると考えられる。しかしながら、高速AFMは比較的新しい技術であり、スク
イーズフィルム効果による像への影響はほとんど研究されてこなかった。本研究で
は、先の研究で確立した角度制御EBDプローブでAFM較正基板の大気中イメージン
グを実施し、角度制御EBDプローブの性能評価を実施した。

実験
Experimental

・較正基板 産業技術総合研究所物質計測標準部門が開発した探針形状検査用パター
ン及びスキャナ較正用基板TGQ1（NT-MDT）の表面形状を測定した。・AFMプロー
ブ HQ:CSC38（MikroMasch）をSEMチャンバー内に13°傾けて固定し、EBD法に
より探針を形成したカンチレバーをプローブとして使用した。・AFM Dimention
Icon（Bruker）を使用してタッピングモードで測定を行った。

結果と考察
Results and Discussion

角度制御EBDプローブの電子顕微鏡像を図Aに示す。EBDプローブはカンチレバー
の先端に13°の角度で形成されており、先端形状も良好であることを確認した
（図B）。次に当該プローブを用いて大気中条件下でAFMイメージングを行った。
図Cは探針形状検査用パターンのAFM像を示している。本パターンは幅の異なるト
レンチを有する基板であるが、図Cでは全種類のトレンチが明瞭に解像されている。
このことは、当該方法で作製した探針がナノメートルスケールの先端径と良好なア
スペクト比を有することを示している。図Dはスキャナ較正用基板のAFM像を示し
ている。本較正用基板は直方体の立体パターンを有する基板であるが、図Dでは歪
みの無い垂直な立方体が解像されている。このことは、当該方法で作製した探針の
先端が線対称に近い形状を有することを示している。以上より、角度を制御したプ
ローブは大気中のAFMイメージングに利用可能な品質であることが明らかになった。
今後は溶液中のイメージングにより、角度制御EBDプローブの品質評価を実施した
い。
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